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SPOS6B IOENTYFIKACJI WŁA~CIWO~CI DYNAMICZNYCH 
I ZMTENNO~CI PROGFSU SZLIfOWANIA WGŁĘBNEGO 

Z a ti t r "l. El Ż (; ,I i P. ~ a l d n t o w a 

Sposób identyfikacji wła~ciwodci dynamicznycn i zmiennodei procesu szlifowania wgłęb­
nego, z n a m i e n n y t Y m, że mierzy :, ię jednoczednie łatwo dostępne wielkodci 
fizyczne w procesie takie jak zmiana promienia przedmiotu obrabianego, położenie ~ciernicy 

względem przedmiotu obrabianego, czas jednego obrotu przedmiotu obrabianego, obrabia się 

je elektronicznie i oblicza parametr K, który jest miarą aktualnych oporów skrawania, a 

także wła~ciwodci skrawnych ~ciernicy. 

*** 

Przedmiotem wynalazku jest sposób identyfikJcji władciwo~ci dynamicznych i zmienno~ci 

procesu szlifowania wgłębnego. 

Dotychczas w praktykach przemysłowych obserwuje się pewną wybraną wielko~ć fizyczną 

w procesie szlifowania na przykład siłę skrawani~ lub moc skrawania i z przebiegu lub war­

to~ci tych wielko~ci wnioskuje się o stanie procesu szlifowania. Wybór parametrów programu 

sterowania wymaga posługiwania się szeregiem normatywów oraz dokonywania przelicze~ danych 
odczytanych z wielu tablic. Ze względu na konieclno~ć uwzględniania wielu czynników związa­

nych z rodzajem obróbki. ~ciernicą, jej charakterystyką, warunkami obciągunia, materiałem 

obrabianym, najbardziej praCOChłonne jest ustalenie prędko~ci dosuwu oraz warto~ci naddatku, 

przy którym należało rozpocząć wyiskrzanie. Opisany program sterowania składał się tak jak 

to przedstawiono najczę~ciej z jednej tylko prędkodci dosuwu i wyiskrzania, dlatego możliwy 
był "tablicowy" dobór jego parametrów. W przypadku programów bardziej złażonych np. składa­

jąCYCh się z pewnej ilo~ci stopni prędko~ci lub też prędkodci zmieniających się bezstopniowo 
według pewnych funkcji, konieczna jest znajomo~ć modelu matematycznego procesu i angażowania 

da obliczeM mikrokomputera. Pojawia się tutaj problem okre~lenia pewnej wielko~ci ujmującej 

kompleksowo wła~ciwo~ci procesu i ich szybkiej identyfikacji. Taką funkcję pełni proponowany 

parametr. 

Istotą sposobu identyfikacji wła~ciwo~ci dynamicznych i zmiennodci szlifowania wgłęb­

nego jest to, że mierzy się jednocze~nie łatwo dostępne wielkodcl fizyczne w procesie takie 
jak: zmiana promienia przedmiotu obrabianego, połażenie ~ciernicy względem przedmiotu obra­

bianego, czas jednego obrotu przedmiotu obrabianego, obrabia się je elektronicznie i oblicza 

parametr K, który jest miarą aktualnych oporów skrawania, a także wła~ciwodci skrawnych 

dciernicy. SpOSÓb według wynalazku jest bliżej obja~niony na rysunku fig. l, na którym po­

kazana schematycznie pomiary i przetwarzanie sygnał6w i na rys. fig. 2, na kt6rym pokazano 

graficznie sposób wyliczania parametru K. 
Spos6b . identyfikacji władciwodci dynamicznych i zmienno~ci procesu szlifowania wgłęb-

. nego polega na tym, że mierzy się jednaczednie łatwo dostępne wielko~ci fizyczn& w procesie 

takie jak: zmiana promienia przedmiotu obrabianego R, połażenie dciernicy względem przedmio­

tu obrabianego Y, czas jednego obrotu przedmiotu obrabianego ~ , obrabia się je elektronicz­

nie i oblicza parametr K, kt6ry jest miarą aktualnych opor6w skrawania, a takie wła~ciwodci 

skrawnych ~ciernicy. 
Parametr K fizykalnie reprezentuje stosunek oporu skrawania w procesie 

wgłębnego do całkowi tego odkształcenia układu: obrabiarka, przedmiot, uchwyt, 
Parametr ten można zapisać jako stosunek całkowi tego odkształcenia układu OUPN 

szlifowania 

narzędzie. 

me/t/ do 

A m /tl 
grubodci warstwy skrawanej ~a/t/. czyli Kltl = ~a/t/ wobec tego ten parametr maina obli-
czy~ następująco: 
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y/t/ - R/t/ 
K/t/ = ------­

R/t/ .. R/Vf/ 

gdzie Y/t/ - chwilowe przesunięcie ~ciernicy względem przedmiotu, 
R/tl - chwilowa warto~ó promienia przedmiotu obrabianego, 
R/t-4r/ - warto~ó promienia przedmiotu obrabianego w obrocie poprzednim, 

1r- czas jednego obrotu rr = l/nw' 
Gdy uleg. stępieniu ~ciernica, zmienia się parametr K. 

3 

Sposób według wynalazku poleg"a na tym, że mierz.one są r6wnocze~nie przez: czujnik 6 
przesunięcia Y ~ciernicy 7 względem przedmiotu obrabianego 8, układ kontroli . czynnej 9 war­
to~ć promieni a R przedmiotu 8, pr ądnic ę tachometryczną 10 prędko~ó obrotową przedmiotu 8, 
z której obliczany jest czas jednego obrotu. Mierzone sygnały są odpowiednio obrabiane elek­
tronicznie w urządzeniach i wprowadzone do pamięci operacyjnej mikrokomputera 5. Po odjęciu 

cyfrowych warto~ci sygnałów: y/t/ - R/t/ = A m/t/, otrzymuje się informację o chwilowym 
odkształceniu układu OUPN A m/t/. Różnica sygnał6w Rltl - RIt f CI = A altl jest informacją 
o grubo~ci warstwy skrawanej .A a/t/. Tak więc znane są dwie podstawowe wielkości ilustrują­

ce łącznie stan szlifowania. Ich iloraz jest poszukiwanym parametrem K. 

K/t/ 

kt6ry jest niezbędny dla potrzeb sterowania przebiegiem szlifowania. 
U~ład identyfikacji wła~ci~o~ci dynamicznych i zmienno~ci procesu szlifowania wgłębnego 

charakteryzuje się tym, że na wej~ciu układu znajdują się urządzenia l dopasowujące elektro­
nicznie wprowadzane z urządze~ pomiarowych sygnały elektryczne, następnie filtry 2 analogowe, 
multiplekser 3, przetwornik 4 analogowo cyfrowy, mikrokomputer 5 zawierający oprogramowanie 
filtrujące cyfrowo oraz obliczające parametr K, z urządzeniami peryferyjnymi. 
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